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	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna \s 01 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY OPTOELEKTRONIKI
	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna 
Kod przedmiotu: Es1-O8-V

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Forma studiów: studia stacjonarne

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Kierunek studiów: elektroTECHnika
(RE)
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Profil studiów: ogólnoakademicki
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Specjalność: Inżynieria elektryczna
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Semestr: V
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Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Optoelektroniki – RE4
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Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
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Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne
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Status przedmiotu: wybieralny
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Język prowadzenia zajęć: polski

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw fizyki, w tym optyki oraz podstaw ciała stałego.
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Cel przedmiotu: Student otrzymuje podstawową widzę w zakresie zasad generacji i detekcji promieniowania elektromagnetycznego a także propagacji tego promieniowania w wolnej przestrzeni i ośrodkach przestrzennie ograniczonych, w tym w światłowodach włóknistych i falowodach planarnych i paskowych. Student poznaje zasady technologii elementów i układów optoelektronicznych. Poznaje zasady telekomunikacji światłowodowej oraz uzyskuje informacje wybranych zastosowaniach optoelektroniki.

	 LISTNUM  NumeracjaDomyślna
Efekty kształcenia:


	Nr
	Opis efektu kształcenia
	Metoda sprawdzenia efektu kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć
	Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

	1
	Ma podstawową wiedzę i zna fizyczne podstawy działania elementów i urządzeń optoelektronicznych
	Sprawdzian pisemny
	Wykład
	K1A_W02 ++

	2
	Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w tym w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
	Dyskusja i sprawdzenie wiadomości przed dopuszczeniem do wykonania ćwiczenia
	Wykład

Laboratorium
	K1A_U01 +

	3
	Potrafi przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych  i optycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały i technologie mikroelektroniczne
	Zaliczenie sprawozdań z laboratorium
	Laboratorium
	K1A_U08+

	4
	Potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski


	Zaliczenie sprawozdań z laboratorium
	Laboratorium
	K1A_U07 ++

	5
	Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
	Dyskusja przed dopuszczeniem do wykonania ćwiczenia w laboratorium
	Wykład 

Laboratorium
	K1A_K01 +

	6
	Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
	Obserwacja studenta w laboratorium
	Laboratorium
	K1A_K03 +
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Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	
	15
	
	30
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Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
Wykład: Fizjologia procesów widzenia i słyszenia u człowieka, Teoria barw, Propagacja pola elektromagnetycznego w ośrodku materialnym, Polaryzacja światła, Równania Maxwell’a oraz warunki brzegowe dla pola elektromagnetycznego, Falowody optyczne planarne i paskowe, Technologie optyki planarnej i zintegrowanej, Światłowody włókniste – teoria propagacji modów optycznych, Technologie światłowodowe, Fotodetektory –podstawy fizyczne, Typy fotodetektorów, Obszary zastosowań, Źródła światła szerokopasmowe, Lasery, Specjalizowane przetworniki obrazu, Urządzenia wyświetlające, Optyczne systemy telekomunikacyjne, Nietelekomunikacyjne zastosowania optoelektroniki, Analizujące urządzenia optoelektroniki,
Laboratorium:

1. Technika wysokiej próżni. Budowa układów próżniowych
2. Technologie cienkowarstwowe PVD w mikro i nanoelektronice

3. Optyczne pomiary topografii powierzchni i grubości cienkich warstw przy pomocy mikrointerferometru Linnika (Michelsona). Inspekcja układów MEMS

4. Metoda Kalotest - pomiar grubości cienkich i grubych warstw w technologiach mikroelektronicznych

5. Wyznaczenie grubości cienkich warstw dielektrycznych metodą spektrometryczną

6. Wyznaczenie rezystancji cienkich warstw przewodzących przy pomocy sondy czteropunktowej

7. Pomiar grubości warstw metodą rezonatora kwarcowego, czułość masowa

8. Pomiar grubości warstw metodą elektryczną

9. Analiza struktur mikroelektronicznych - mikroskopia optyczna

10. Procesy fotolitograficzne w technologii krzemowej

11. Trawienie układów krzemowych

12. Wytwarzanie układów optoelektroniki zintegrowanej metodą dyfuzji jonów

13. Pomiar stałych propagacji w układach optoelektroniki zintegrowanej
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Egzamin: NIE1
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Literatura podstawowa:

1. K. Booth, S. Hill¸Optoelektronika, WKŁ, Warszawa, 2001. 

2. B. Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersutetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005

3. T. Pustelny, Physial and Technical Aspects of Optoelectronics Sensors, Edited by SUT, nr.86, 2005K. 
1. 4. R.W. Kelsal, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN Warszawa 2008
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Literatura uzupełniająca:

1.  W. Marciniak, „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone”, WNT, Warszawa 1979.

2.  Z. Bielecki, A. Rogalski. „Detekcja sygnałów optycznych”, WNT, Warszawa  2001.

3.  J. Wilskon, J. Hawkes, „Optoelectrronics”, Prentice Hall, Amsterdam, 2008.

4.  J. Midwinter, Y.L. Guo, „Optoelektronika i technika świat,owodowa” WKŁ, Warszawa 1995

5.  K. Waczyński (red.), Technologie mikroelektroniczne. Laboratorium technologii półprzewodników. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,  

     Gliwice 2000;
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Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia

	Lp.
	Forma zajęć
	Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta

	1.
	Wykład
	15 / 20 w tym praca własna związana z wykładem - przeanalizowanie poznanych na wykładzie treści (10 h), przygotowanie się do sprawdzenia wiadomości na wykładzie (10 h)

	2.
	Ćwiczenia
	 / 

	3.
	Laboratorium
	30 / 45 w tym praca własna związana z ćwiczeniami: przygotowanie się do ćwiczeń (20 h), sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń (25 h),

	4.
	Projekt
	 / 

	5.
	Seminarium
	 / 

	6.
	Inne
	 / 

	
	Suma godzin:
	45/65
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Suma wszystkich godzin:
	110
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Liczba punktów ECTS:

	4
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Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego:
	2
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Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty):
	3
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Uwagi:



Zatwierdzono:

………………………….….
…………………………………………………....


(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub 
Dyrektora Jednostki Międzywydziałowej)
� należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia


� 1 punkt ECTS – 30 godzin





	
	Z1-PU7
	Wydanie N3
	Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12



